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approved by the IEC for general use, readlers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Circuits intégrés
Deuxiéme partie: Circuits intégrés numériques
Section cinq’— S’péciﬁcation particuliére cadre pour

l : I o MOS I :
(séries 4 000 B et 4 000 UB)

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questions techniques, prépa[és par des
Comités Etudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions| expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales\et” sont agréées comme telles par les
Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEt*exprime le voeu que tous les Comitép nationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la fecommandation de la CE!, dans la mesure ol les
conditions nationales le permettent. Toute divergence' entre la recommandation de la CEl |et la régle
nationale correspondante doit, dans la mesure du)possible, étre indiquée en termes clairs |dans cette
derniére.

-~

a présente norme a été établie.par le Sous-Comité 47A: Circuits intégrés, jet par le
fomité d’Etudes n° 47 de la CEIl; Dispositifs & semiconducteurs.

O

Gette norme est une spécification particuliére cadre pour les circuits intégrés numériques
MOS complémentaires, 'séries 4 000 B et 4 000 UB.

Ue texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des.Six Mois Rapport de vote Procédure des Deux Mois Rapport de|vote
47A(BC)175 47(BC)195 47A(BC)210 47A(BC)J42
47(BC)1051

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de la spécification dans le systéeme CEl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Integrated circuits

Part 2: Digital integrated circuits
Section five - Blank detail specification for

(series 4 000 B and 4 000 UB)

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Téchnical Committees|on
which (all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly| as

possilile, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They pave the form of recommendations for international use and they'are accepted by the National

Comniittees in that sense.

3) In ord

permi

far as

This standard has been prepared by Sub:Committee 47A: Integrated circuits, and IE

. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should,
possible, be clearly indicated in the latter.

ler to promote international unification, the IEC expresses~the wish that all National Committt;es
should adopt the text of the IEC recommendation for their natiofial\fules in so far as national conditions

ill
as

o

Technical Committee No. 47: Semiconductor devices.

This stgndard is a blank detail. specification for complementary MOS digital integrated

circuits,|series 4 000 B and 4 000 UB.

The tex{ of this standard(is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting Two Months’ Procedure Report on Voting
47A(CO)} 75
47(CO)195 47A(CO)210 47A(CO)242
47(CQ)1051 (€o) (co)2 (€o)

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting

Reports indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification

number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Les publications suivantes de la CEl sont citées dans la présente norme:
Publications n® 68-2-17 (1978):  Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais - Essai Q: Etanchéits.

617-12 (1991): Symboles graphiques pour schémas. Douziéme partie: Opérateurs
logiques binaires.

747-10 (1991):  Dispositifs & semiconducteurs. Dispositifs discrets. Dixiéme partie: Spéci-
fication générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés.

748-2-4 (1991):  Dispositifs a semiconducteurs. Circuits intégrés. Deuxiéme partie:
Circuits intégrés numériques. Section quatre - Spécification de

famitte—pour1es circults Intégrés numeriques MUS complémentaires,
séries 4 000 B et 4 000 UB.

748-11 (1990):  Dispositifs a semiconducteurs. Circuits intégrés. Onziéme paftie: Spéci-
fication intermédiaire pour les circuits intégrés &  semiconducteurs a
I'exclusion des circuits hybrides.

749 (1984):  Dispositifs & semiconducteurs. Essais mécaniques et climatigyes.
Amendement 1 (1991).

QC 001002 (1986):  Régles de procédure du systéme, CEl d’assurance de la-qualité des com-
posants électriques (IECQ).
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The following IEC publications are quoted in this standard:
Publications Nos. 68-2-17 (1978): Environmental testing - Part 2: Tests — Test Q: Sealing.

617-12 (1991): Graphical symbols for diagrams. Part 12: Binary logic elements.

747-10 (1991): Semiconductor devices. Discrete devices. Part 10: Generic specification
for discrete devices and integrated circuits.

748-2-4 (1991): Semiconductor devices. Integrated circuits. Part 2: Digital integrated
circuits. Section four — Family specification for complementary MOS
digitat-integrated-circuits;series4-666-Band4-060- UB———————

748-11 (1990): Semiconductor devices. integrated circuits. Part 11: Sectional spEci-
fication for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits.

749 (1984): Semiconductor devices. Mechanical and climatic test methods.
Amendment 1 (1991).

QC 001002 (1986): Rules of Procedure of the IEC, Quality Assessment System | for
Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Circuits intégrés
Deuxiéme partie: Circuits intégrés numériques

Section cinq - Spécification particuliére cadre pour
les circuits intégrés numériques MOS complémentaires
(séries 4 000 B et 4 000 UB)

lN'rﬂnﬂl LOTIOAL
LERAY LA A A R AV 4 )]

p systeme CEl d’assurance de la qualité des composants électroniques fgnctionne
pnformément aux statuts de la CEl et sous son autorité. Le but de ce\systénje est de
finir les procédures d’assurance de la qualité de telle fagon que lés composdnts élec-
niques livrés par un pays participant comme étant conformes‘(aux exigences d'une
pécification applicable soient également acceptables dans tods’les autres pdys parti-
pants sans nécessiter d'autres essais.

O nvwoa o -

ette spécification particuliére cadre fait partie d’'une série’de spécifications particuliéres
cpdres concernant les dispositifs a semiconducteurs; elle doit étre utilisée| avec la
publication suivante de la CEl:

747-10/QC 700000: Dispositifs a semiconducteurs. Dixiéeme partie: Spécificatipn géné-
rique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés.

enseignements nécessaires

s nombres placés entre crochets sur cette page et les pages suivantes correspondent
x indications suivantes qui doivent étre portées dans les cases prévues a cet effet.

Identification de la spécification particuliere
] Nom de I'Organisme National de Normalisation sous l'autorité duquel la spécification
particuliére est établie.

Numéro lECQ de la spécification particuliére.

Numéros de référence et d’édition des spécifications générique, intermédigire et de
famille.

Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toyte autre
par le systéme national.

Identification du composant

[5] Fonction principale et numéro de type.

[6] Renseignements sur la construction typique (matériaux, technologie principale) et le
boitier.

Si un dispositif posséde plusieurs types de produits dérivés, ces différences doivent
étre indiquées, par exemple les particularités des caractéristiques dans un tableau
comparatif.

Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions nécessai-
res & observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Integrated circuits
Part 2: Digital integrated circuits

Section five - Blank detail specification for
complementary MOS digital integrated circuits
(series 4 000 B and 4 000 UB)

INTROPUYETHION

The IEC Quality Assessment System for Electronic Components is operated in accardance
with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The object of this system is

to define quality assessment procedures in such a manner that electronic components

re-

leased by one participating country as conforming with the requirements ‘of an applicaple

specifidation are equally acceptable in all other participating countries without the need
further testing.

This blank detail specification is one of a series of blank detdil specifications for se
conductor devices and shall be used with the following IEC publication:

for

mi-

747-10/QC 700000: Semiconductor devices. Part 10: Generic specification for discrpte

deviceg and integrated circuits.

Required information

Numbefs shown in brackets on this and' the following pages correspond to the followjng

items of required information, which should be entered in the spaces provided.

Identification of the detail specification

[11 The name of the National Standards Organization under whose authority the detail

specification is issued.
[2] The IECQ number of the detail specification.
Bl T

[4] Théamational number of the detail specification, date of issue and any further info

he numbers and issue numbers of the generic, sectional and family specifications.

m-

atiomn, ifrequired by the national system.
Identification of the component

[5] Main function and type number.
[6] Information on typical construction (materials, main technology) and package.

If the device has several kinds of derivative products, those differences shall
indicated, e.g. features of characteristics in the comparison table.

be

If the device is electrostatic sensitive, a caution statement shall be added in the

detail specification.
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des bornes, marquage et/ou référence aux

-8
[7]1 Dessin d'encombrement, identification
documents correspondants pour les encombrements.
[8] Catégorie d’assurance de la qualité conformément au paragraphe 2.6 de la spéci-
fication générique.
[8] Données de référence.

[Les articles indiqués entre crochets sur les pages suivantes de cette norme, qui correspondent & la premiére
page de la spécification particuliére, sont destinés a guider le rédacteur de la spécification; ils ne doivent pas

figurer dans la spécification particuliére.]

[Lorsqu’il existe un risque d'ambiguité quant & savoir
rédacteur ou non, il doit étre indiqué entre crochets.]

si un paragraphe est uniquement destiné a guider le

Nom (adresse) de I'ONH responsable [1
et éventuellement de I'organisme auprés duquel la
pécification peut étre obtenue).}

[N° de la spécification particuliére
IECQ, plus n° d'édition et/ou date,]

QC 790131-...

(2]

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE
ICONTROLEE CONFORMEMENT A:

3]

[Numéro national de la spécification particyliére.] [4]

[Cette case n'a pas besoin d’étre utilisée gi le numé-
Spécification générique: ro national est identique au numéro IECQ.]
Publication 747-10 / QC 700000
Spécification intermédiaire:
Publication 748-11 / QC 790100
Spécification de famille:
Publication 748-2-4 / QC 790104
fet références nationales si elles sont différentes.]
SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE POUR LES'CIRCUITS INTEGRES NUMERIQUES MOS [5]
COMPLEMENTAIRES, SERIES 4 000 B ET 4 000UB
Numéro(s) de type du ou des dispositifs.]
Renseignements a donner dans les commandes: voir le paragraphe 1.2 de cette norme.
Description mécanique [71 | Bréve description [6]
Références d’encombrement: Application: voir article 6 de cette norme.
[Référence du boitier normalisé, Fonction: voir article 3 de cette norme.
numéro CEI (obligatoire si.disponible) et/ou numéro Construction typique: [Si].
national.} Encapsulation: [boitier avec ou sans cavitd].
[Tableau comparatif des caractéristiques dep différents

Dessin d’encombrement
[peut étre transféré, ou donné avec plus de détails,
a I'article/8-de cette norme.]

produits.]

ATTENTION: Dispositifs sensibles aux charges électro-
statiques.

Identification des bornes
[dassin indi g | I

y compris les symboles graphiques.)

Catégories d’assurance de la qualité

[a choisir dans le paragraphe 2.6 de la sg

générique}-

(8]

écification

Marquage: [lettres et chiffres, ou code de couleur.]
[La spécification particuliére doit indiquer les infor-
mations a marquer sur le dispositif.}

[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification généri-
que et/ou le paragraphe 1.1 de cette norme.]

Données de référence [9]

[Données de référence sur les propriétés les plus im-
portantes pour permettre la comparaison des types
de composants entre eux.]

[Plus indication précisant si le dispositif est SSI, MSI

ou LSl]

Se reporter & la liste des produits homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants

conformes a cette spécification particuliére sont homol

ogués.
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[7] Outline drawing, terminal identification, marking and/or reference to the relevant
document for outlines.

[8] Category of assessed quality according to subclause 2.6 of the generic specification.

[9] Reference data.

[The clauses given in square brackets on the next pages of this standard, which form the front page of the
detail specification, are intended for guidance to the specification writer and shall not be included in the detail
specification.]

[When confusion may arise as to whether a paragraph is only instruction to the writer or not, the paragraph
shall be indicated between brackets.]

[Name [(address) of responsible NAl [1]1 | [Number of IECQ detail specification, 2]
(and ppssibly of body from which specification is | plus issue number and/or date.}

availablle).] Qc 790131-...

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED [3] | [National number of detail specification.] 4]

QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generit specification:
Publicgtion 747-10 / QC 700000

[This box need not be used, if national number|re-
peats |IECQ number.}

Sectional specification:

Publicqdtion 748-11 / QC 790100
Family [specification:

Publicqtion 748-2-4 / QC 790104
fand national references if different.]

BLANK DETAIL SPECIFICATION FOR COMPLEMENTARY<MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS, [5]
4 000 B AND 4 000 UB SERIES

[Type rlumber(s) of the relevant device(s).}
Orderirlg information: see subclause 1.2 of this standard.

Mechpanical description [71 | Short description 161
Outling references: Application: see clause 6 of this standard.
[Standard package references should-be given, Function: see clause 3 of this standard.
IEC nymber (mandatory if available) and/or na- Typical construction: [Si].
tional gumber.} Encapsulation: [cavity or non-cavity].
[Comparison table of characteristics for var|ant
products.]

Outling drawing
[may b transferred to. or'given with more details in
clause|8 of this stdndard.}

CAUTION: Electrostatic sensitive devices.

Categories of assessed quality [8]
Terminal jdeatification {from subclause 2.6 of the generic specification).
[drawing\‘showing pin assignments, including
graphical symbols.]

Reference data (9]

Marking: [letters and figures, or colour code.}

[The detail specification shall prescribe the informa-
tion to be marked on the device, if any.]

[See subclause 2.5 of generic specification and/or | [Plus indication whether the device is a SSI, MSI or
subclause 1.1 of this standard.] LSi]

[Reference data on the most important properties to
permit comparison between types.}

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the
current Qualified Products List.
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1 Marquage et renseignements a donner dans les commandes

1.1 Marquage

[Préciser ici tous les renseignements particuliers autres que ceux de la case [7]
paragraphe 2.5 de la spécification générique.]

1.2 Renseignements a donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le
nécessaire pour passer commande d'un dispositif donné:

et/ou du

minimum

- référence précise du modéle (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);

selon le cas;
— catégorie d’assurance de la qualité définie au paragraphe 2.6 de.la spé

de sélection définie a l'article 8 de cette méme spécification;
— toute autre particularité.]
2| Description relative a I’application

Vopir les renseignements donnés dans la case [6].

3| Spécification de la fonction

31 Schéma synoptique détaillé

[Un schéma synoptique détaillé du dispositif doit étre donné.

LI symbole graphique de la fonction doit étre indiqué. 1l peut étre ext
c

talogue de normes de symbolesigraphiques, ou congu conformément aux rég
Publication 617-12 de la CEL.]

3|2 Identification et fonction des bornes

[Toutes les bornes deivent étre identifi€es sur le schéma synoptique (bornes
tation, bornes d’entrée ou de sortie, bornes d’entrée/sortie).

Les fonctions_des bornes doivent étre indiquées dans un tableau comme suit:]

— reterence IECQ de la spécitication particuliere avec numéro d'édition etfou date

cification

générique et A l'article 9 de la spécification intermédiaire et, si nécessaire, séquence

ait d’un
es de la

i’alimen-

Numéro Symbole Désignation Fonction Fonction de la borne
je laborne | de la borne | de la borne

Identification Type de circuit
entrée/sortie |  de snnle

3.3 Description fonctionnelle

[Un tableau fonctionnel doit étre donné.]
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1 Marking and ordering information

1.1 Marking

[Any particular information other than that given in box [7] and/or subclause 2.5 of the
generic specification shall be given here.]

1.2 Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless
otherwise specified:

— precise type reference (and nominal voltage value, if required);

cification and in clause 9 of the sectional specification and, if required;, screer
sequence as defined in clause 8 of the sectional specification;

2 Ap

See inf

3 Specification of the function

31 [

any other particulars.]

plication related description

prmation given in box [6].

etailed block diagram

[A detdjled block diagram of the device shall be @iven.

The gf
catalo
IEC Pu

3.2 Ildlentification and function-of terminals

[All ter
terming

The teqminal functions-shall be indicated in a table as follows:]

aphical symbol for the function shall be given. This may be obtained fron
ue of standards of graphical symbols, or designed according to the rules
lication 617-12.]

minals shall be identified on the block diagram (supply terminals, input or ouf
Is, input/output tefminals).

of

put

Termi
num

al Terminal
er symbol

Terminal
designation

Function

Function of terminal

Input/output
identification

Type of output

circuit

3.3 Functional description

[A functional table shall be given here.]
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4 Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf spéci-
fication contraire.

[Les courbes doivent de préférence figurer a 'article 9 de cette norme.]

Pour toutes les tensions, la référence est Vss-

Valeur
Paragraphe Paramétres Symbole
Min. Max.
4.1 Voir la spécification de famille
a
4.5
4.6 Dissipation de puissance par sortie et par boitier Py
4.7 Courant continu dans chaque sortie
4.8 Valeur limite de I'énergie transitoire

5| Conditions de fonctionnement (dans la gamme des températures de fonctionnemgnt
spécifiées)

Voir I'article 5 de la spécification de famille.
Ghpmme des tensions d’alimentation: VDD =4+34 +15 V.

Pour toutes les tensions la référence est Vss-

6| Caractéristiques électriques

Voir I'article 13 de cette norme pour les exigences de contrdie.

Gpmme recommandég des tensions d’alimentation: Vop=5,10et15 V.
(Moir article 5 de la_spécification de famille.)

LIs caractéristiques électriques s’appliquent dans la gamme des températures de [fonction-
ngment, saut indication contraire.

Pour toutes les tensions, la référence est Vss-

6.1 Caractéristiques statiques

Voir le paragraphe 5.2.1 de la spécification de famille (& I'exception du paragra-
phe 5.2.1.9). .
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range, unless otherwise specified.

[Curves should preferably be given under clause 9 of this standard.]

All voltages are referenced to Vgg

Value
Subclause Parameters Symbol
Min. Max.

4.1 See family specification

to

4.5

4.6 Power dissipation per output and per package Py K
4.7 Continuous current into any output K
4.8 Transient energy rating K

5 Operating conditions (within the specified operating tempetature range)

See clause 5 of the family specification.
Supply [voltage range: Vpp =+310 +15 V.

All voltages are referenced to Vss

6 Eleptrical characteristics
See cIT:se 13 of this standard fer(inspection requirements.
Recommended supply voltage range: Vpp =5, 10and 15 V.

(See clpuse 5 of the family specification.)

The elgctrical characteristics apply over the operating temperature range, unless other-

wise stated.

All voltages are referenced to Vq.

6.1 Static characteristics
See subclause 5.2.1 of the family specification (except for subclause 5.2.1.9).
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6.2 Caractéristiques dynamiques

6.2.1 Temps caractérisant la réponse du circuit (voir note 1)

Para_ Tambm'n‘ +25 °C Tambmax. N
graphe Caractéristique Vpp|Symbole Unité
V) Min. Max. Min. Max. Min. Max.
6.2.1.1 | Temps de propagation| § X X X ns
{pour les sorties 10 toLy X X X ns
normales) 15 X X X ns
{voir note 2)
5 X X X ns
10 TouL X X X ns
156 X X X ns
5.2.1.2 | Temps de validation 5 X X X ns
en sortie (pour les 10 oz X X X ns
sorties trois-états) 16 X X X ns
{voir note 3)
5 X X X ns
10 fozn X X X ns
15 X X X ns
5.2.1.3 | Temps d'inhibition 5 X X X ns
en sortie (pour les 10 bz X X X ns
sorties trois-états) 15 X X X ns
(voir note 3)
15 X X X ns
10 tonz X X X ns
15 X X X ns
5.2.1.4 | Temps de transition 5 X X X ns
(pour les sorties 10 tin X X X ns
normales) 15 X X X ns
(voir note 2)
5 X X X ns
10 L X X X ns
15
Note 1. -Noir la spécification particuliére.
Note 2. - Sortie O
I‘I’l 200 KQ =T 50pF
Yss o
1 KQ
Note 3. - Sortie O —1 o Y%
== 50 pF
Vss o o
ou:

Vx = VDD pour ty, et t, ,;
Vx = Vgg PoUr to 5 et ty,..
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6.2 Dynamic characteristics

6.2.1 Times characterizing the response of the circuit (see note 1)

Sub_ Tambmin. +25 °C TampMax- .
clause Characteristic Vpp| Symbol Unit
V) Min. Max. Min. Max. Min. Max.
6.2.1.1 | Propagation time 5 X X X ns
(for normal outputs) 10 oLy X X X ns
(see note 2) i5 X X X ns
5 X X X ek
10 fopt X X X N3
16 X X X ng
6.2.1.2 || Output enable time 5 X X X n$
(for three-state 10 oz X X X n
outputs) 156 X X X ng
(see note 3)
5 X X X n$
10 o7y X X X ng
16 X X X n$
6.2.1.3 || Output disable time 5 X X X ns
(for three-state 10 bz X X X ng
outputs) 15 X X X ng
(see note 3)
5 X X X n$
10 touz X X X n$
16 X X X n$
6.2.1.4 || Transition time 5 X X X ns
(for normal outputs) 10 iy X X X n$
(see note 2) 16 X X X ng
5 X X X n$
10 L X X X n$
15
Note|1. — See detail-specification.
Note|2. - Output O I_L
200 KQ =T 50pF
Yss o
Note 3 1 KQ
ote 3. ~ Output O 1 o %
== 60 pF
Yss o o)
where:

Vx = VDD for tozL and tor 7
Vx = Vgg for tp 7 and to,,.
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6.2.2 Exigences de temps
Para- Tambmin. +25 °C Tambmax. .
graphe Caractéristique Vpp | Symbole Unite
Min. Max. Min. Max. Min. Max.

V)

6.2.2.1 | Temps d'établissement
(s’ily a lieu)

tSU

ns

6.2.2.2 | Temps de maintien
(s'il y a lieu)

ns

Non approprié.

[e)]

.4 Capacités

<

7| Programmation

Non approprié.

du dispositif, par exemple:

10°"Sélection (si-oxigé)

6.3 Diagrammes des temps

9 Renseighements supplémentaires

Moir aussi la spécification de famille.

oir le paragraphe 5.2.1.9 de la spécification de famille.

Moir le paragraphe 12.2 de la spécification intermédiaire.

[A ne donner que dans la mesure ou cela est nécessaire a la spécification et a I

- courbes.de réduction en température, mentionnées dans les valeurs limiteg
- définition compléte d’un circuit de mesure ou d'une méthode supplémentai
- ~dessin d’encombrement détaillé.]

Voir I'article 8 de la spécification intermédiaire. Conditions de rodage:

les informations suivantes doivent étre spécifiées:

température ambiante;
tension d’alimentation;

fréquence;

schéma du circuit et conditions.

8 Valeurs limites, caractéristiques et données mécaniques et d’environnement

Ltilisation
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6.2.2 Timing requirements
Sub. T mp™min. +25 °C Tampmax. .
clause Characteristic Vpp| Symbol Unit
) Min. Max. Min. Max. Min. Max.
6.2.2.1 | Set-up time L, X ns
(where appropriate)
6.2.2.2 | Hold time & X ns
(where appropriate)

6.3 Timing diagrams

Not apgropriate.

6.4 Cppacitances

See subclause 5.2.1.9 of the family specification.

7 Programming

Not apy

8 Mae«

ropriate.

See subclause 12.2 of the sectional specification.

9 Additional information

See als

[To be
instanc
-~ 1
-

- G

10 Sq

)

> .

reening (if required)

o family specification.

emperature derating curves referred to in the limiting values;

thanical and environmental ratings, characteristics and data

given only as far as necessary for the specification and use of the device, |for

omplete deftinition of a circuit for measurement, or of an additional method;
etailed outline drawing.}

See clause 8 of the sectional specification. Burn-in conditions:

the following information shall be specified:

ambient temperature;

supply voltage;
frequency;
circuit diagram and conditions.
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11  Procédures d’assurance de la qualité

11.1  Procédures d’homologation

Voir I'article 3 de la spécification générique et le paragraphe 5.1 de la spécification inter-

médiaire.

11.2 Procédures d’'agrément de savoir-faire

A I'étude.

12—Precédures—d’associativité

Vpir I'article 6 de la spécification intermédiaire.

-d

8 Conditions d’essal et exigences de contréle

—r

B.1 Généralités

[Blles figurent dans les tableaux suivants, ou il convient de ‘spécifier les valeu
conditions exactes a utiliser pour un modéle donné, conformément aux essais
ppndants indiqués dans la publication applicable.}

[Ue choix entre les méthodes d’essais ou les variantes doit étre fait lors de la réd
I1q spécification particuliére.]

[Horsque plusieurs dispositifs sont couverts parfa méme spécification particuliére, il

éyitant autant que possible de répéter des conditions et/ou valeurs identiques.]

18.2 Exigences de prélévements

Vpir I'article 9 de la spécification intermédiaire.

rs et les
5 corres-

action de

convient

dlindiquer les conditions et/ou les valeurs correspondantes sur des lignes succespives, en
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11 Quality assessment procedures

11.1  Qualification approval procedures

See clause 3 of the generic specification and subclause 5.1 of the sectional specification.

11.2  Capability approval procedures

Under consideration.

12 Structural similarity procedures

See cid

use 6 of the sectional specification.

13 Te@st conditions and inspection requirements

13.1 General

[These|are given in the following tables, where the values and exact-test conditions to
used shall be specified for a given type, as required by the relevant test in the relev
publication.]

[The clpoice between alternative tests or test methods shall-be made when a detail s
cificatign is written.]

[When |several devices are included in the same detail specification, the relev
conditigpns and/or values should be given on successive lines, where possible avoid
repetitipn of identical conditions and/or values.]

13.2 [Sampling requirements

See clduse 9 of the sectional specification.

be
ant

ant
ing
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13.3 Séquences d’essais
Les essais doivent étre effectués & 25 °C, sauf spécification contraire.
Les essais suivis de (D) sont destructifs.
TABLEAU |
GROUPE A
Contréles lot par lot
Jous- Examen ou essai Conditions d’essai Limites
gloupe
At Examen visuel externe 747-10, par. 4.2.1.1
A2 Vérification de la fonction
a 25 °C sauf spécification
contraire
N licable 4 | éaorie | Conformément A l'article 3
A2a { o.n.ap;? ica a ca? gorie 1) de cette spécification
Vérification de la fonction aux
températures minimale et maxi-
male de fonctionnement
(voir note 4)
A3 Caractéristiques statiques Voir le-paragraphe 6.1 Voir le paragraphe 6.1 de cettg spécifi-
a25°C de cette spécification cation
A3a Caractéristiques statiques ATomb = Tamp Max. et Les limites peuvent étre différentes de
aux températures minimale et . celles du sous-groupe A3
maximale de fonctionnement 7 o N
Mémes conditions que le
sous-groupe A3 ci-dessus
A4 Caractéristiques dynamiques Voir le paragraphe 6.2 Voir le paragraphe 6.2 de cettp
a 25 °C sauf gpécification de cette spécification spécification
contraire
Ada {Non‘applicable a la catégorie I) AT, b = Tamp Max. et Les limites peuvent étre différentes de
Caractéristiques dynamiques . celles du sous-groupe A4
aux températures minimale et T amp Min.
maximale de fonctionnement Mémes conditions que le
(voir note 4) sous-groupe A4 ci-dessus

Note 4. —~ Le fabricant peut utiliser les résultats des essais & 25 °C, s'il peut démontrer, périodiquement, leur
corrélation avec les résultats obtenus aux deux températures extrémes.
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13.3

Tests shall be made at 25 °C, unless otherwise specified.

Inspection tables

—21 -

Tests marked (D) are destructive tests.

TABLE |

GROUP A
Lot-by-lot

Sub-

Examination or test Conditions of test Limits
group
Al External visual examination 747-10, subcl. 4.2.1.1
A2 Verification of the function at
25 °C unless otherwise
specified
In accordance with clause 3
A2a (Not applicable to category I} of this specification
Verification of the function at
minimum and maximum operat-
ing temperatures
(see note 4)
A3 Static characteristics See subciause6:1 of this See subclause 6.1 of this specification|
at 25 °C specification
A3a Static characteristics AL T b = Tamp Max. and Limits may be different from those in
at minimum and maximum X sub-group A3
operating temperatures T omp min.
Same conditions as sub-
group A3 above
A4 Dynamic characteristics. See subclause 6.2 of this See subclause 6.2 of this specification
at 25 °C unless otherwise specification
specified
Ada (Not applicable to category I) Limits may be different from those in

Dynamic characteristics at
minimum and maximum
operaling temperatures
(See note 4)

At T o= Tomp Max. and
T M.

Same conditions as sub-
group A4 above

sub-group A4

Note 4. - The manufacturer may use test results at 25 °C if he can demonstrate, on a periodic basis, the

correlation with those at the two extremes of temperature.
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TABLEAU I

GROUPE B

Contréles lot par lot
(dans le cas de la catégorie |, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

748-2-5 © CEl

Sous-
groupe

Examen ou essai

Publication
de la CEI

Détails et conditions

Limites

B1

Dimensions

747-10, par. 4.2.2
etann. B

Voir article 1 de cette
norme

B2¢

Vérification des valeurs
limites électriques

Non applicable

B4

Soudabilité (D)

749, ch. i, par. 2.1

Comme spécifié

Etamage corfect

BS

Variations rapides de tempé-
rature:

a) Bortiers avec cavité

Variations rapides de
température, suivies de:

- Essais électriques choisis
en A2 et A3

- Etanchéité, détection
des microfuites
et

- Etanchéité, détection
des fuites franches

b) Dispositifs sans cavité et
avec cavité a scellement
époxyde (D)

Variations rapides de
température, suivies de:

- Examen visuel externe

- Essai continu de chaleur
humide

- Essais électriques
(voir note 5)

749, ch.1ll, par. 1.1

748, ch. lll, par. 7.3
ou7.4

68-2-17, essai Q¢

749; ch. lll, par. 1.1

747-10, par. 4.2.1.1
749, ch. lll, par. 5B

10 cycles

Comme en A2 et A3

Comme spécifié

Comme spécifié

10 cycles

Sévérité 1,24 h

Comme en A2 et A3

Comme en AR et A3

Comme en A2 et A3

B8

Endurance électrique

Voir le paragraphe
12.3 de a spécifica-
tion intermédiaire

Durée: 168 h, conditions spé-
cifiées aux paragraphes 12.3
et, si applicable, 12.4 de la
spécification intermédiaire

Voir le paragraphe 12.3
de la spécifi¢ation
intermédiairg

RCLA

Information par attributs pour B4, BS et B8.
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